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Wynalazek dotyczy przenosénego spektrosko-
pu siatkowego z szeregiem urzadzen pomocni-

czych, utatwiajacych pokazy doswiadczalne.

‘Znane sg liczne modele spektroskopow o bar-
dzo réznorodnym zastosowaniu.

W dziedzinie tej zostaly rozpracowane przy-
rzady od najbardziej skomplikowanych, samo-
rejestrujgcych aparatur, do matych spektmsko-
pow kieszonkowych.

Wszystkie spektroskopy dadza sie podzielié
na dwie zasadnicze grupy: mna spektroskopy
pryzmatyczne, w ktérych dyspersje $wiatta o-
sigga si¢ przy pomocy przezroczystego pryzma-
tu lub ukladu pryzmatéw, oraz na spektrosko-
py siatkowe, w ktérych rozczepienier §wiatla
powaduje siatka dyfrakcyjna.

Dziatanie kazdego z tych urzadzen jest po-
wszechnie znane.

Spektroskopy pryzmatyczne posiadaja szereg
istotnych wad, kt6re majg zasadniczy wplyw
na jako$é otrzymywanego przy ich uzyciu wid-
ma $wietlnego. Jest ono nier6wnomierne, gdyz
szeroko§é poszczegélnych zakreséw barwnych
zalezy od spélezynnikéw zalamania materialu

tworzacego pryzmat dla poszczegélnych dtu-
goSci fal rozczepianego $§wiatla.

Pryzmat powoduje szereg znieksztadcen obra-
zu spowodowanych rozmaitymi aberacjami, poza
tym spektroskopy pryzmatyczne musza posia-
daé stosunkowo skomplikowany, wielosoczewko-
wy, pomocniczy uklad optyczny, tworzacy wew-
netrzne odbicia na powierzchniach zalamujg-
cych, co pogarsza jako$é obrazu widma Swietl-
nego. Ponadto naniesienie skali, okre§lajacej
dtugo$¢ fal badanego éwiatla, stwarza koniecz-
noé¢ budowy dodatkowego tubusa przy spektro-
skopie, ewentualnie innych stosunkowo skom-
plikowanych urzadzen. ‘

Wolne od tych wad s3 spektroskopy siatkowe.
Dyspersje powoduje siatika dyfrakcyjna, roz-
czepiajaca $wiatlo w sposdéb wolny od aberacji,
za§ widmo $wietlne otrzymywane w ten sposéb
uklada sie §ciSle geometrycaznie. '

Pamocniuczy ukiad optyczny da sie sp'mwa-
dzié¢ w tyw:h przyrzadach do niewielu elementéw,
co wplywa na poprawe jakoéci otrzymywanego
obrazu.



- Dotychezas stosowane " spektroslkopy: siatkowe
£§ to duze, laboratoryjne przyrzady, shuiace do
pomiaréw spektrometrycznych i spektrograficz-

nych. Sg one.przewainie monfowane na lawach-

optycznych lub w sposéb podobny i hie maja
charakteru przenoénego. Pomiary wykonywane
sg droga ustalania kata odchylenia danego pro-
mlen.iw;lit ewmtuaiﬁe"‘mrzez wymierzanie
lej.

Wynalazek umozhwm wykonanie przenoéne~
go spektroskopu niewielkich rozmiaréw, ktory
stosowany moze byé przy przeprowadzaniu
szeregu pomiaréw, .oraz pokazéw i ktéry, dzie-
ki wyposazeniu go w pewne urzadzenia pomoc-
nicze moze byé¢ stosowany bez dodatkowych
przyrzqdéw i aparatéow.

Na rysunku uwidoczniony jest przyktad Wy-
konania spektroskopu wedlug niniejszego wy-
nalazku, przy czym fig. 1 przedstawia schemat

y'r.zgdu w rzucie pionowym, fig. 2 — sche-
mat w rzucie paprzecznym, za$ fig. 3 — w rzu-
cie poziomym.

Spektrockop zbudowany jest w  ksztalcie
- skrzynki stoikowej, oznaczonej na rysunku
cyfra I dla rzutu pionowego, 2 — dla rzutu
poprzecznego i 21 '— dla rzutu poziomego.

W rogu umieszczona jest szpara 3, widoczna

na fig. 2, przez ktérg przedostaje sig badane
Swiatlo i rozchodzgc si¢ wediuz osi m—m pada
na ustawiang prostopadle do niej siatke dy-
frakcying 4, po-przejéciu ktbrej .ulega dysper-
sji i zalamaniu pod katami @y i @y (dla pro-
mieni -granicznych).. Urojony obraz widma
Swietlnego  A— B widoczny bedzie wwmzdluz osi
my —m; w plaszczyZnie 5. O§ my—m; odchy-
lona jest od osi m—m o §redni kat zalamania
dla $wiatla biatego «, zalezny od gestoéci linio-
wania uzytej siatki dyfrakcyjnej.

W plaszezysinie 5, rébwnolegle do widma A—B,
umiesaczona jest skala posmegélnych diugoéci
fal 6, pozwal.a;qca na bezpoéredni pomiar ba-
danego $wiatta. Skiada si¢ ona z przezroczy-
.~ stych dziatek na ciemnym tle i w trakcie od-
czytywania poszczegblnych wartoéci widma

cyfry i dziatki skalowania widoczne sq w bez-
posrednim ' sgsiedztwie widma Swietlnego.

Obraz skali 6 bedzie woéwczas ostry, jezeli
odlegloéé miedzy pobozeniem oka a plaszezyzna
5 rébwna bedzie odleglo$ci normalnego widzenia,
czyli okolo 25 ¢m. Przez umieszczenie soczewki
lub ukladu zbierajacego scczewek okularowych
7 miedzy okiem a siatka dyfrakeyjna 4, moina

dowolnie przyblizyé obraz widma A — B i skali
6 i tym samym skr6ci¢ wymiary spektroskopu.

widma . zﬁm]estromego na plycie éw-iat«bouu-—

 Plaszezyzna siatii dyfrakcyjnej jest dostatecz-

nie przearoczysta i widoczny przez nig obraz
skali jest wyrainy. Celem jednakie poprawie-
nia jego jakosci w bezpofrednim poblizu siatki
dyfrakcyjnej 4, ewentualnie w czefci jej plasz- '
czyzny, znajduje sie przezroczyste okienko 8
pozbawicne liniowania o powierzchni okoto 12
mm? (fig. 1).

Miedzy siatkg dyfrakcyjng 4 a okiem obser-
watora znajduje si¢ wzdluz osi m; —m; tubus
20 o takiej diugosci, aby szpara 3 mnie mogha
byé bezpoirednio widoczna przez siatke dy-
frakcyjng 4 i sasiadujace z nig okienko 8.

W plaszczyznach szpary 3 oraz skali 6 znaj-
dujgq sie pélprzezroczyste plytki 9 i 9a rozpra-
szajace $wiatlo z dowolnego materiatu jak szklo
matowe, folia z masy plastycznej ewent. inne
podobne. Zadanie ich polega na kierowaniu w
czasie obserwacji czeéci badanego, padajacego
na poprzeczng S$cianke spektroskiopu pod do-
wolnym katem promieniowania do wnetrza
przyrzadu. W ten spfoséb nie ma potrzeby o-
Swietlania szpary spektroskopu _dokladnie
wzdluz osi m—m omz odzielnego oéwietlania
skali. .

Prze-d szparg 3 znajduje sie na osi n—n jed-
na, dwie lub wigcej wspéisrodkowych tarcz o-

" brotowych 10, 11 i 12, podzielonych na wycinki
13, 14, 15 1 16. Jeden z wycinkéw w kazdej

tarczy jest przearoczysty, w pozostatych znaj-
duja si¢ réznego rodzaju filtry Swietlne, absor-

- bumce dowolna czesé widma $wietlnego, pola-

ryzacyjne itp. Obracajgc tarczg lub tanczami
mozna ustawié dowolny wycinek przed szpa-
ra spektroskcpu i obserwowaé zaréwno nieu-
szozuplone widmo badanego $wiatta, ewent.
sttumione cdpowiednimi filtrami. Tarcze moga
by¢ z materiatu przezroczystego, jak np. poli-
styren lub z innego dowolnego tworzywa, fil- |
try za$ moga by¢ naniesione na ich powierzch-
nie, moga znajdowaé si¢ w ich wnetrzu w po-
staci folii lub stanowié¢ zabarwienie samego
tworzywa. s ’ '

Ksztalt taréz oraz sposob przesuwania ich
moie byé réwniez rozwigzany w inny spos6b,
np. przez wsuwanie filtrow $wietlnych przed
szaprg 3 spektroskopu miedzy dwa réwnolegle
zaczepy. 18 i okoliczno$é ta nie ma zasadnicze-
go wplywu na istote wynalazku.

‘Niewielkie wymiary spektroskopu dajg moz-
nbéé umocowywania go na statywie i prowadze-
nie obserwacji widma z wysokosci oka. W tym
celu, podobnie jak w aparatach fotograficznych,
umieszczone jest w podstawie przyrzadu w je-



go $rodku ciezkoéci odpowiednie nagwintomwane
gniazdko statywowe 17.

W celu ulatwienia ustawiania spektroskopu
mogg byé¢ rowniez w jego podstawie umieszczo-

ne wystepy 19 spelniajace role nbzek. Male

wymiary spektroskopu umozliwiaja réwniez u-
zycie do budowy jego skrzynki i niektérych
innych jego czeSci zamiast powszechnie stoso-
wanych metali tworzyw organicznych. Moga
to byé polichlorek winylu, polistyren, poliety-
len, polimetakrylan metylu i inne podobne,

pochodne celulozy, galalit i temu podobne oraz

fenoplasty i aminoplasty i temu podobme.
Zastrzezenia patentowe
1. Spektroskop, w ktérym powstaje za posred-

nictwem siatki dyfrakcyjnej obraz dysper- -

syjny Swiatla, oSwietlajacego szpare, zna-
mienny tym, ze prostopadle do osi (m;—m,),
odchylonej o $redni kat zatamania (a) dla
$wiatla biatego od osi (m —m), wediuz kt6-
rej rozchodzi sie badane $wiatlo ze szpary (3)
do siatki dyfrakcyinej (4), znajduje sie w
plaszezyZnie urojonego obrazu widma $wietl-
nego (A— B) podzialiva (6), dajgca modno$é
ckre§lania dlugoé$ci fal badanego $wiatla.

2. Spektroskop wedlug zastrz. 1, znamienny
tym, ze miedzy siatkg dyfrakcyjng (4) a o-
kiem obserwatora, wspélsrodkowo z osia
(my—m,;, odchylong o $redni kat zalamania
(@) od kierunku wpadajacego $wiatta (m—m),

znajduje sie tubus (20), ktérego boczna $cian- .

ka zastania obraz szpary (3) spektrosiopu.
3. Spektroskop wedlug zastrz. 1 i 2, znamienny
tym, ze przed szpara (3) spektroskopu u-

. mieszeza- sie jeden lub ‘wiecef HItréw wict-

nych (13, 14, 15, 16), réinego rodzaju i ab-
sorpcji, - znajdujacych sie na jednej’ lub
kilku obrotowych, wepbtéradkowych tarceach
(10, 11, 12), ewentualnie w inny podobny spo-
séb. ‘

. Spektroskop wedlug zastrz. 1, 2 i 3, zna- -

mienny tym, Ze w plaszezyinie jego sw’pa:ry
(3) i skali (6) umieszczone sg plytki z dowol-

nego materiatu przezroczystego 9 i 9a), kt6-

rych powierzchnie uformowane sg tak, ze
rozpraszaja przechodzace przez nie pu'omie-
nie $wietlne.

. Spektroskop wedtug zastrz. 1, 2, 3 i 4, zna-

mienny tym, Ze w plaszczyinie siatki dy-
frakeyjnej (4) znajduje sig oldienko (8), po-
zbawiene liniowania, pozwalajgce na lepsze
odczytywanie warto$ci skali (6) ok.reéla.:aeej
diugosci fal $§wiatla. :

. Spektroskop wedlug zastrz. 1, 2, 3, 4'i 5,

znamienny tym, ze w jego podstawie w Srod-

‘ku cieZkoSci lub jego poblizu znajduje sig

nagwintowane gniaadko statywowe (17).

. Spektroskop wedlug zastrz. 1, 2, 3 i 6, zna-

mienny tym, Ze skrzynka, tubus i tarcze o-
brotowe spektroskopu zbudowane sg z two-
rzyw organicznych, jak polichlcrek winylu,
polistyren, polietylen, polimetakrylan mety-
lu i innych podobnych — pochcdnych ce-
lulozy, galalitu 1 innych podobnych feno-
plastow i aminoplastéow i innych podobnych
ewentualnie innych tworzyw sztucanych po-
limeryzacyjnych i polikondensacyjnych.

Lew Pola'l‘t.ow.
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